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光の干渉を用いた計測は非接触、高速、高精度を実現でき、距離計測や光断層撮影法など、様々

な応用で用いられている。特に超短パルスの利用により、非線形光学や時間・空間選択性を活用

した高機能計測が可能となる。一般に、構造計測や断層計測などにおいては、目的の信号光は微

弱であり、非常に強い表面反射光が背景光として存在し、検出器の飽和によるダイナミックレン

ジ低下が課題となる。その解決法として、逆位相の光を干渉させることによる背景光除去手法が

挙げられる。その際、逆位相光の生成は偏光素子を用いることで実現可能だが、消光比の限界や

素子の挿入・回転による光軸変化に加え、特に超短パルスのような広帯域光においては光学素子

の波長依存性の影響により、完全な背景光除去は困難である。そこで我々は、開発してきた周波

数制御された光コムによる全帯域位相制御手法を用いて[1-4]、全帯域逆位相パルスによる背景光

除去技術を考案した[5]。本講演では、断層計測への適用を行ったので報告する。 

実験では Er ファイバコムの繰り返し周波数 frep とキャリアエンベロープオフセット周波数 fceo

が frep : fceo = 2 : 1 となるように周波数制御することで、パルス間のキャリアエンベロープ位相差が

正確に 180 度となるパルス列を生成した。このパルス列を分岐して遅延を与えることで、位相差

180 度のパルス対を実現した。Siウェハーを試料とし、透過光（背景光）と内部反射光（信号光）

をチャープしたスペクトル干渉を用いて取得した(図 1(a))。図 1(b)に分光器で取得した干渉スペク

トル信号を示す。背景光を除去しない場合(図 1(b-1))、強い背景光由来の干渉縞によって微弱な信

号光が観測できない。しかし逆位相パルスで背景光を抑制した結果、信号光の干渉波形が顕在化

したことがわかる(図 1(b-2))。背景光と信号光の中心波長の差（図 1(b)の緑線と赤線の差）は Siウ

ェハーの厚さ(280 µm)に整合しており、本手法の断層計測への適用可能性が示された。 
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図 1．(a)実験概念図。(b-1) Siウェハー透過光(背景光)、および(b-2)透過光除去後の干渉スペクトル。 
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